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:’ .Decoracion de nanopartlculas?’
I3 (Manipulaciéh molecular?
f . Que tipo de material es?
[3) Déndese encuentra ?
g ,Cuantas fases tiene ?
2‘0 ,Cual es su tamaiio?
Existen defectos?
(',CllfllltO hay? MEB — Microscopia Electrénica de Barrido
MET — Microscopia Electronica de Trnasmision.
MFA — Microscopia de Fuerza Atémica. i}

PMMN --Preparacion de muestras micro y nanomeétricas



OBJETIVO

- Caracterizaciéon estructural volumétrica, quimica y de superficie, a nivel
micrométrico, nanométrico y atédmico, de materiales para su disefio y
utilizaciéon en el desarrollo de tecnologias para PEMEX, con la debida
oportunidad y confidencialidad que requiere el desarrollo tecnolégico

- moderno.
AREAS DEL LABORATORI

- Area de Microscopia Electrénica de Barrido (AMEB).
- Area de Microscopia Electrénica de Transmision (AMET).
- Area de Microscopia de Fuerza Atémica (AMFA).
I M I AESTRUCTURA DEL LABORAT

Microscopio Electronico de Barrido Ambiental XL 30

- Unidad Dualbeam (Nova 200 NanoLab)
Microscopio Electréonico de Transmision Tecnai F20 a 200 kV
Microscopio Electronico de Transmision Tecnai F30 a 300 kV
Microscopio Electronico de Transmision JEM-2200FS (con corrector Cs y con
filtro Omega) a 200 kV
Microscopio Electronico de Transmision (TITAN) con corrector de aberracion

esférica a 300 kV
Microscopios de fuerza atomica ij

- Area de Preparacién de Muestras.
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DOS Yy principio de funciona

4 Microscopios: Firca
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asolucion atomic

0 2.00 nm
Data type Current
Z range 0.4583 na



Imagenes 3D
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ciones electroquimicas “in si

Spectroscopy

Doble capa electroquimica de difusion

Deposito de cobre sobre grafito en una solucion
de CuSO, realizada “in situ”. Mapeo de potencial

electroquimico.




rvas de Fuerza: medicion de fuerzas
Jo y corto alcance, fuerzas de adhesi
fuerzas capilares y nanoindentacion
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Cromosoma Humano

Bacteria



copia de fuerza electrica: Potenc
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